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Изучено взаимодействие заряженных диэлектрических макрочастиц сферической формы в 
равновесной плазме или электролите в режиме сильного экранирования в случае, когда при 
изменении межчастичного расстояния остаются постоянными заряды макрочастиц и в 
случае, когда остаются постоянными потенциалы поверхности макрочастиц.  
 
The electrostatic interaction between charged dielectric macroparticles of spherical shapes at strong 
screening in an equilibrium plasma or electrolyte is studied. A case of constant charges and a case 
of constant surface potentials are considered.  
В работах [1,2] было рассмотрено взаимодействие двух заряженных 
диэлектрических макрочастиц в равновесной плазме с учетом эффектов 
экранирования. Для случая, когда при изменении расстояния между 
макрочастицами остаются постоянными заряды макрочастиц, в работе [1] было 
предложено использовать более точные расчеты взаимодействия в однородном 
диэлектрике с использованием бисферической системы координат [3], с 
последующим введением поправки, учитывающий эффекты экранирования на 
больших расстояниях между макрочастицами. Такая процедура позволила 
посчитать силу взаимодействия макрочастиц с высокой точностью в режимах 
слабого и умеренного экранирования. В электролитах или в пылевой 
термической плазме макрочастицы находятся в термодинамическом 
равновесии, поэтому в процессе сближения макрочастиц остаются 
постоянными (и равными в однородном электролите) электростатические 
потенциалы их поверхностей. В этом случае использование расчетов [3] 
оказалось возможным только в случае слабого экранирования. Поэтому 
настоящая работа посвящена исследованию взаимодействия макрочастиц в 
режиме сильного экранирования при постоянных зарядах и исследованию 
взаимодействия при постоянных потенциалах поверхности. 
Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
научного фонда, проект № 16-12-10424. 
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